NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60904-8
STANDARD

Deuxiéme édition
Second edition

1998-02

Dispositifs photovoltaiques

Partie 8:
Mesure de la réponse specC
d’un dispositif photo

Photovoltai

Part 8:
M

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60904-8:1998



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d91eea4b-92aa-4a03-a9ac-f0d767faf5d3/iec-60904-8-1998

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiguent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation
de la publication sont disponibles dans le Catalogue de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationayx de la
CEl et dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

e Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

» Catalogue des publication
Publié annuellement et r
(Acces en ligne)*

Terminologie, symboles graphiq
et littéraux

En ce qui concerne la
se reportera a la £

Ut
. Symboles littéraux a
utiliser enm~élect El 60417: Symboles
graphiques utiti
compilation des fewjlles ingividuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour,schémas.

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a
la fin de cette publication, qui énumérent les
publications de la CEI préparées par le comité d'études
qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued
with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incorporating
amendment 1 and the base publication incorporating
amendments 1 and 2.

the reconfirmation of
C catalogue.

ork, the issue of revised
may be obtained from
and from the following

EC Yearbook
ORn-line access*

Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d91eea4b-92aa-4a03-a9ac-f0d767faf5d3/iec-60904-8-1998

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60904-8
STAN DAR D Deuxieme édition

Second edition

1998-02

Dispositifs photovoltaiques

Partie 8:
Mesure de la réponse specC
d’un dispositif photo

Photovoltai
Part 8:

Measurem np response
ovoltaie (PV)>device

[J IEC 1998 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MewayHapoaHaa OnekrpotexHuueckas Komuccua

CODE PRIX J
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
. For price, see current catalogue



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d91eea4b-92aa-4a03-a9ac-f0d767faf5d3/iec-60904-8-1998

-2- 60904-8 © CEI:1998

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 8: Mesure de la réponse spectrale
d'un dispositif photovoltaique (PV)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialé&

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquel
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernem
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q
du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) tions internationales. lls sont publiés
lesComités nationaux.

4) ¥ les.Comités natignauy'de la CEIl s'engagent a appliquer de

5) p 3 a me indication d’ approbatlon et sa responsabilité

6) L’ driai 8BS € me s de la présente Norme internationale peuvent faire

La Norme internati

établie par le comité d'études 82 de la CEl:

Systémes de corfyersj | nergie solaire.
Cette deuyié remplace la premiére édition (monolingue, anglais) parue en
1995 eton

Le texte de ce 1e est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

82/185/FDIS 82/197/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC DEVICES —

Part 8: Measurement of spectral response
of a photovoltaic (PV) device

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fa dizatiog comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj is Q _promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the el ic fjelds. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatigna b & W p aratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee inter i j galt with may
participate in this preparatory work. International, organjZations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg it he Intexnational Organization

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determj
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technpi
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form oKrecomme

4) In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximu

mittees undertake to apply IEC International
heir national and regional standards. Any

The text of thissstandard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

82/185/FDIS 82/197/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 8: Mesure de la réponse spectrale
d'un dispositif photovoltaique (PV)

1 Domaine d'application

Cette partie de la CElI 60904 est un guide pour la mesure de la répon
dispositifs photovoltaiques, linéaires et non linéaires. Cette norme est 3R
aux dispositifs & une seule jonction.

e_spectrale des
e uniqguement

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des disposdi
gui y est faite, const|tuent des d|sp05|t|ons valables pou

aux accords fondés sur la presente partie de la
possibilité d'appliquer les éditions les plus rec
apres. Les membres de la CEl et de I
vigueur.

CEI 60904-3: 19@
dispositifs solaires incluant les données de

I'éclairement spectt

(PV) a usage terrestre

3.1 Evaluation préliminaire de la stabilité

Avant la mesure de la réponse spectrale des dispositifs a couches minces, le dispositif en
essai doit étre stabilisé (si nécessaire), comme spécifié dans la méthode d'essai d'exposition
prolongée au rayonnement lumineux (voir CEl 61646).

3.2 Mesure sous la lumiére blanche d'activation

La mesure de la réponse spectrale doit étre effectuée sous la lumiére blanche d'activation,
similaire a la distribution spectrale relative AM 1,5, a un niveau suffisant tel que la réponse
spectrale ne change pas de fagon significative, lorsque le niveau de polarisation est réduit de
50 %.
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PHOTOVOLTAIC DEVICES -

Part 8: Measurement of spectral response
of a photovoltaic (PV) device

1 Scope

This part of IEC 60904 gives guidance for the measurement of the relative
both linear and non-linear photovoltaic devices. This is only applical
devices.

ctral response of
ingle-junction

2 Normative references

on this part of IEC 60904 are encouraged to investigate the pssib v of applying the most
recent editions of the normatlve docum indi C @?mb s of IEC and ISO maintain

characteristics

IEC 60904-2:1989, Photo

IEC 60904-3:1989
photovoltaic (P 4@..
IEC 61646:1996,

approval

3 Speci

3.1 Prelimina ssment of stability

Before the spectral response measurement of thin-film devices, the device under test shall be
stabilized (if necessary), as specified in the light soaking test procedure (see IEC 61646).

3.2 Measurement under white bias light

The spectral response measurement shall be done under white bias light, similar to the AM 1,5
relative spectral distribution, at such a level that the spectral response does not significantly
change when the bias level is reduced by 50 %.
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3.3 Effet de la tension

D0 a l'effet de la tension, il est nécessaire de définir les termes suivants:

— réponse spectrale en charge (s,,): la densité de courant a une tension de charge
particuliere, générée par unité d'éclairement a une longueur d'onde particuliere (AW-1),
tracée comme une fonction de la longueur d'onde;

— réponse spectrale relative en charge (k;-s,,): la réponse spectrale en charge normalisée a
l'unité a la longueur d'onde de réponse maximale

kl'sv)\ = sv)\/sv)\max

étre effectuée
pectrale. La

Pour les dispositifs a couches minces, la mesure de la réponse spectral
sous la tension qui est appropriée a l'utilisation projetée des données de (€
condition de tension doit cependant étre spécifiée avec les données.

4 Mesure de la réponse spectrale relative

La réponse spectrale relative d'un dispositif photovoltaique : 3 an éclairant celui-
Ci par une source de lumiére monochromatique, pour—c

NOTE - Dans cette norme, le mot «lumiere» est’iilisé dang le @ largexde maniére a inclure I'ultraviolet
et I'infrarouge en plus du spectre visible.

Il convient que le dispositif soit de préférex i i ent par la source de lumiére et

sa température régulée. La courbe du(quoti 1sité de courant par I'éclairement (ou
un parametre proportionne ; a longueur d'onde. La mesure peut
aussi étre effectuée en piai tant (par exemple, en faisant varier la
longueur de la fente dr). De cette facon, la réponse spectrale

La commande i e ermocouple a vide, un radiométre pyroélectrique
ou tout autre détet quat e possibilité est d'utiliser un dispositif photovoltaique
de référence, préalab Mdont la réponse spectrale relative couvre la gamme
nécessaire. De c€ spectrale relative du dispositif photovoltaique a mesurer

J,
kl Dsl)\ 0 mtA
mr,
ou

k,-s1) estla réponse spectrale relative du dispositif photovoltaique de référence a la longueur
d'onde A;

ky-s,) estlaréeponse spectrale relative du dispositif a mesurer a la méme longueur d'onde;

Jnrn €st la valeur mesurée de la densité de courant de court-circuit du dispositif de
référence a la longueur d'onde A;

Jntn  €stla valeur mesurée de la densité de courant de court-circuit du dispositif & mesurer a
la méme longueur d'onde.

Il convient qu'une attention particuliére soit portée sur le montage de I'équipement de mesure
et sur la réalisation des mesures comme suit:

— il convient que I'éclairement soit uniforme sur le plan de mesure (un éclairement uniforme
est trés important quand le dispositif & mesurer et le dispositif de référence sont de taille
différente);
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3.3 Effect of voltage
Due to the effect of voltage, it is necessary to define the following terms:

— spectral response under load (Sy)): the current density at a particular load voltage,
generated by unit irradiance at a particular wavelength (AIW-1), plotted as a function of
wavelength;

— relative spectral response under load (k;-S,)): the spectral response under load normalized
to unity at wavelength of maximum response

kl'sv)\ = sv)\/sv)\max

For thin-film devices, the spectral response measurement shall be dopg
which is appropriate to the intended use of the spectral response datg
shall therefore be specified with the data.

the voltage
ge condition

4 Relative spectral response measurement

The irradiance
suitable detector.™&n«

whose relative sp
response of the t

where

k,-s1) is the relative spectral response of the reference photovoltaic device at wavelength A;

k,[3,, is the relative spectral response of the test specimen at the same wavelength;

J is the measured short-circuit current density of the reference photovoltaic device at

wavelength A;

mrA

Jintr is the measured short-circuit current density of the test specimen at the same
wavelength.

In assembling the test set-up and performing the measuring, special attention should be given
to the following:

— uniformity of irradiance at the test plane (uniform irradiance is very important when test
specimen and reference photovoltaic devices are of different dimensions);
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— il convient que les courbes de transmission des filtres soient vérifiées périodiguement, en
particulier pour détecter toute transmission «harmonique»;

— il convient que I'étalonnage de la charge résistive et la résistance de contact soient verifiés;

— il convient que la réponse du courant de court-circuit du dispositif soit linéaire en fonction de
I'intensité lumineuse a tous les niveaux d'éclairement et toutes les longueurs d'onde;

— il convient que la charge résistive soit choisie avec la plus petite valeur possible, de fagcon a
se situer aussi prés que possible des conditions de court-circuit.

Les figures 1 et 2 montrent deux exemples de montage expérimental. Le premier utilise en tant
gue source monochromatique un monochromateur a prisme a quartz et le second une
couronne de filtres.

NOTE - Dans cette norme, le mot «monochromatique» signifie bande étroite.

alimentée de fagcon a avoir une température de valeur stable & 3 200
et la commande de I'éclairement sont placés de chaque coté d

La couronne de filtres comporte des filtres a bande
gamme de réponse du dispositif a mesurer par pa
Les filtres sont disposés de telle sorte que cha

Pour les dispositifs tels g ‘ ansili 3uAutres pour lesquelles il a été montré que
la réponse change lifgairen , Y , le courant de court-circuit des cellules

(déterminé par la mesyre G on aux bornes d'une résistance étalon fixe a quatre
bornes) et la tepsSie i erfnocouple a vide ou du radiométre peuvent étre
directement meswrés \Wumérique en courant continu ou un potentiometre. Les

Pour les dispositifs non linéaires, il est nécessaire d'utiliser un faisceau monochromatique
haché et d'obtenir un éclairement continu au niveau désiré (par exemple 1 000 Wi ™°) en
utilisant une lumiére d'activation non modulée fournie par un simulateur continu adéquat
comme indiqué aux figures 1 et 2. Pour les dispositifs linéaires, la lumiére d'activation est
également nécessaire sauf s'il a été prouvé que la réponse spectrale est sensiblement la
méme avec ou sans lumiéere d'activation.

Une méthode de mesure de la réponse spectrale solaire en lumiére pulsée est montrée en
figure 3. Mis & part le changement de source lumineuse, la méthode de mesure reste la méme
sur la base de la comparaison des courants de court-circuit apparaissant aux bornes du
dispositif & mesurer et aux bornes du dispositif de référence étalonné en réponse spectrale.
L'équipement comprend:

— une puissante lampe a flash qui fournit des impulsions lumineuses de haute intensité;

— une couronne de filtres et une enceinte étanche a la lumiére comme décrite ci-dessus;
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